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Die Signalverbindungen zwischen Testsystem und zu priifender
Schaltung stellen bei hohen Datenraten oder Hochfrequenzan-
wendungen ein ernstzunehmendes Testbarkeitsproblem dar. Die
Bereitstellung von Priifadaptern geeigneter Qualitit wird derzeit
als Hauptherausforderung fiir die Testbarkeit und damit Verfiig-
barkeit derartiger Schaltungen angesehen.

Entwurf, Fertigung und Qualifizierung von Priifadaptern erfor-
dern daher geeignete Methoden, um den erhohten Anforderungen
an Signalintegritdt gerecht zu werden und Ausbeuteverluste auf-
grund unzureichender Qualitit der Priifsignalpfade zu vermeiden.

Der Vortrag beschreibt eine Reihe von Techniken, um Signalpfa-
de zu charakterisieren, zu modellieren und eine qualitativ geeig-
nete Priifadaption sicherzustellen. Bei zu iibertragenden Kanalda-
tenraten von mehreren GBit/s bzw. Signalfrequenzen bis 80GHz
gelingt dies nur unter Nutzung von Entwurfsdaten und Methoden
des rechnergestiitzten Schaltungsentwurfs. Uber den reinen Test-
entwurf hinaus bedeutet dies eine weitere Ausdehnung und Ver-
vollstindigung des erfolgreichen Konzepts der Integration von
Entwurf und Test.
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